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Sposéb odwzorowania przebiegéw przestrzennych za pomoca dwoch lub
wiecej wigzek elektronowych i urzadzenie do przestrzennego odwzorowania
przebiegéw przestrzennych

Patent trwa od dnia 12 lipca 1955 r.

Wynalazek dotyczy elektronowych sposoboéw
odwzorowania przebiegéw w przestrzeni, zwlasz-
cza sposocbow elektronowego. odwzorowania
pnebiegc’xw przestrzennych opisanych w paten-
tach NN 38662 i 38721.

W tych przypadkach, gdy celem odwzorowania
jest mie tylko jakoSciowe zbadanie przebiegéw
przestrzennych, lecz rowniez pomiar wspoirzed-
nych przebiegéow, to wedlug wynalazku 1iaki
przebieg przestrzenny odwzorowuje sie w prze-
strzeni o elektronowo wyznaczonych wspoélrzed-
nych.

Wspéirzedne przestrzenne mogg byé wyzna-
czone wedlug wynalazku przez wytworzenie
w przestrzeni w sposéb elektronowy swiecgce]j
siatki przestrzennej z linii pelnych lub przery-
wanych. Siatka taka stanowi skale, z ktérej
mozna odczytaé wspoélrzedne z poszczegélnych
punktéw krzywejiodwizorowanegd przebiegu.

\

Wedlug jednego ze sposobéw wedlug wynalaz-
ku siatke taka wytwarza sie za pomoca tej pary
wigzek elektronowych, ktora stuzy do odwzoro-
wania badanego przebiegu. W tym celu wigzki
te steruje sie poprzez odpowiednie przelaczniki
elektronowe lub inne np. takie, jakie sg stosowa-

" ne do reprodukcji diwéch przebiegéw na ekranie

lampy oscyloskopowej o jednej wigzce elektro-
nowej.

Mozna tez wedlug. wynslazku siatke wspot-
rzednych wytworzy¢ za pomocg dodatkowej pa-
ry wigzek,; niezaleznych od wigzek odwzorowu-
jacych przebieg przestrzenny. W tym' przypadku
lampa do przestrzennego odwzorowania przebie-
géw posiada co najmniej 2 pary wigzek elektro-
nowych.

*) WlaSciciel patentu o$wiadczyl, ze tworcami_
wynalazku sg Antoni Kilinski i January Kossa-
kowski.'



Zastosowanie przestrzennej siatki wspoirzed-
nych czyni z urzadzenia do odwzorowania prze-
blegow i wielkoSci przestrzennych miernik, kt6-
rym mierzy si¢_od razu 3 skladowe danej wiel-
kosci. Szczegélne zalety posiada wynalazek
przy zastosowaniu go w urzadzeniach do tenzo-
metrii przestrzennej. .

Zastrzezenia patentowe
1. Spos6éb odwzorowania przebiegéw przestrzen-
nych za pomocg dwoéch lub wiecej wigzek
elektronowych przecinajacych sie w gazowej
przestrzeni, znamienny tym, ze przebieg od-
wzorowuje sie w przestrzeni o elektronowo
wyznaczonych wspélrzednych jej punktow.
2. Spos6b odwzorowania wedlug zastrz. 1, zna-
mienny tym, ze wspoéirzedne przestrzeni wy-
_znacza sie przez wytworzenie w sposéb elek-
tronowyiéwiecacej siatki przestrzennej z linii
peinych lub przerywanych.
3. Spos6b odwzorowania wedlug zastrz. 2, zna-
mienny tym, ze siatke przestrzenng wytwarza

4.

sie¢ stosujgc przelaczniki elektronowe lub in-
ne za pomocy tej samej pary wigzek elektro-
nowych, ktére stuzg do odwzorowania bada-
nego przebiegu.

Spos6b odwzorowania wedlug zastrz. 2, zna-
mienny tym, ze siatke przestrzenng wytwarza
si¢ za pomocg osobnej pary w1azek promieni
elektronowych.

Urzadzenie do przestrzennego odwzorowania
przebiegéw przestrzennych w sposéb wedlug
zastrz. 1, 2, 4 znamienne tym, ze lampa do
przestrzennego odwzorowania przebiegéw po-
siada procz zespotu elektrod do odwzorowa-
nia przestrzennego badanych przebiegéw jesz-
cze zesp6l elektrod do wytwarzanla siatki
przestrzennej.
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